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《セミナー》 

 

XPS（ESCA）の基礎と最新技術紹介 

 

科学分析支援センター 藤原 隆司 

 

開催日：平成 23 年 6 月 16 日（木） 

ご協力：株式会社島津製作所 

出席：27 名 

内容：XPS（ESCA）による表面分析は，試料の表面層からわずか数ナノメートルの化学結合状態や，組成情報を

選択的に得ることができる分析手段である．あらゆる固体材料（金属，セラミックス，半導体，樹脂，医薬品，触媒，

複合材料等）が測定対象となり，これらの表面ナノ情報（元素の組成分布，化学結合の状態等）が容易に測定でき

るため，様々な素材の研究開発を行う上で広い利用が期待される．今回のセミナーは，XPS(ESCA)の原理から，

最新機種の機能紹介に加えて，最新のアプリケーションについての紹介である．特に最新の装置の持つ高エネ

ルギー分解能・高空間分解能が可能とした高速イメージング技術には目をみはるものがあった． 

 

 




